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 – 2 – 60404-11 Amend. 2  IEC:2012 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee 68: Magnetic alloys and 
steels. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

68/434/FDIS 68/435/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

 

_____________ 

 

4.1 Contact assembly 

Add the following note after the first paragraph: 

NOTE Articulation of contact buttons improves contact by compensating for minor misalignments. 

4.2 Power supply 

Replace the existing Subclause 4.2 by the following: 

Mode A:  A d.c. power supply capable of maintaining a stabilized voltage of 500 mV across 
the electrodes at a current of 0,1 A per electrode (1,0 A total) shall be used. 

Mode B: A d.c power supply capable of maintaining a stabilized voltage of 250 mV at a 
current of 2,5 A for an individual electrode shall be used.  A single supply and a current-
sensing resistor, Rs, can be used and switched to each contact button in turn, or a 10-outlet 
system can be used with each electrode fed simultaneously and independently. 

 

4.3 Current measurement 

Figure 2 – Arrangement of stabilizing circuit: mode A 

Replace Figure 2, modified by Amendment 1, by the following new figure: 
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Figure 2 – Arrangement of stabilizing circuit: mode A 

Figure 3 – Arrangement of stabilizing circuit: mode B 

Replace Figure 3, introduced by Amendment 1, by the following new figure: 
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Figure 3 – Arrangement of stabilizing circuit: mode B 

 

5 Calibration 

Delete, in item a), the sentence “The feedback circuit shall be disconnected”.  

Replace, in item a), the existing sentence “The total current passing through the 10 electrodes 
shall be 1,0 A ± 1 % for mode A.” by the following:   
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 – 4 – 60404-11 Amend. 2  IEC:2012 

The total current passing through the 10 electrodes shall be 1,0 A ± 3 % for mode A. 

 

Add the following sentence at the end of item b): 

Pressure measurement sheets that could indicate applied pressure as colour density 
variations can be used instead of the carbon paper and white paper. 

 

6 Measuring procedure 

Replace the second paragraph by the following: 

The stabilized d.c. voltage shall be gradually applied to the electrodes and the total current for 
mode A, or each electrode current for mode B, shall be recorded individually or by computer. 

 

7 Evaluation of surface insulation resistance 

Replace the existing text after formula (1) “C is the coefficient of surface insulation resistance, 
in Ω·mm2” by “C is the coefficient of surface insulation resistance, in Ω·mm2/side”. 

 

8 Test report 

Add, in item c), “, in Ω” at the end of the existing sentence “for Mode B, the values of surface 
insulation resistance equal to the two marker values R50 and R16.”  

 

_____________ 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 68 de la CEI: Matériaux 
magnétiques tels qu'alliages et aciers. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

68/434/FDIS 68/435/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

 

_____________ 

 

4.1 Ensemble des contacts 

Ajouter la note suivante après le premier alinéa: 

NOTE L'articulation des touches de contact améliore le contact en compensant les défauts d'alignement mineurs. 

4.2 Source de courant 

Remplacer le paragraphe 4.2 existant par le suivant: 

Mode A: Une source de courant continu capable d'entretenir une tension stabilisée de 500 mV 
aux bornes des électrodes sous un courant de 0,1 A par électrode (1,0 A total) doit être 
utilisée. 

Mode B: Une source de courant continu capable d'entretenir une tension stabilisée de 250 mV 
sous un courant de 2,5 A par électrode individuelle doit être utilisée.  Une alimentation unique 
couplée à une résistance de détection de courant, Rs, peut être utilisée et connectée tour à 
tour à chaque touche de contact, ou bien un système à 10 sorties alimentant simultanément 
et indépendamment chaque électrode peut être employé. 
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4.3 Mesurage du courant 

Figure 2 – Organisation du circuit de stabilisation: mode A 

Remplacer la Figure 2, modifiée par l’Amendement 1, par la nouvelle figure suivante: 
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Figure 2 – Organisation du circuit de stabilisation: mode A 

Figure 3 – Organisation du circuit de stabilisation: mode B 

Remplacer la Figure 3, introduite par l’Amendement 1, par la nouvelle figure suivante: 
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Figure 3 – Organisation du circuit de stabilisation: mode B 
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